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©  Die  Erfindung  betrifft  Verfahren  zur  berührungs- 
losen  Vermessung  und  ggf.  abtragenden  Bearbei- 
tung  von  Oberflächen,  insbesondere  von  großflächi- 
gen  Spiegeln  oder  dergleichen,  bei  dem  zur  Ermitt- 
lung  von  Konturabweichungen  der  Oberfläche  die 
Differenz  zwischen  interferometrisch  erfaßten 
Oberflächenkontur-Istwerten  und  vorgewählten 
Oberflächenkontur-Sollwerten  bestimmt  wird.  Erfin- 
dungsgemäß  wird  eine  Bezugskontur  wenigstens  ei- 
nes  Referenzelements,  deren  Erstreckung  einem 
Vermessungs-und  ggf.  Bearbeitungsbereich  der 
Oberfläche  im  wesentlichen  entspricht,  interferome- 
trisch  bezüglich  eines  Normals  vermessen,  dessen 
Geometrie  innerhalb  der  zulässigen  Konturtoleranz 
der  Oberfläche  bekannt  ist.  Die  zu  vermessende 
Oberfläche  wird  in  eine  definierte  räumliche  Lage 
bezüglich  des  Referenzelementes  gebracht,  die  Be- 
abstandung  der  Bezugskontur  vom  Vermessungs- 
bzw.  Bearbeitungsbereich  der  Oberfläche  wird  inkre- 
mentell  interferometrisch  erfaßt  und  die  jeweilige  Dif- 
ferenz  zwischen  Ist-  und  Sollwert  wird  bestimmt.  Für 
die  Bearbeitung  wird  ggf.  ein  Materialabtrag  von  der 
Oberfläche  vorgenommen,  dessen  Ausmaß  die  zu- 
lässige  Konturtoleranz  nicht  übersteigt. 

Außerdem  betrifft  die  hrtindung  vorricntungen 
zur  Durchführung  dieser  Verfahren. 
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